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【出願番号】特願2007-47506(P2007-47506)
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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月12日(2010.1.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ある波長範囲を有する平行な光束（１０）が、回折格子（１）に入射して異なる波長が回
折によって第１の方向にスペクトル分割され、該光束を非循環の１次回折光束（１１）と
称し、該回折格子（１）によって光束が第２の方向に向けられ、該光束を非循環の０次回
折光束（１２）と称し、さらに該スペクトル分割された非循環の１次回折光束（１１）の
波長部分範囲は光学系（２）によって検出器列（３）上に合焦可能であり、評価エレクト
ロニクス（９）が、発生したスペクトルを情報として収集し表示する検出器列（８）に接
続されている、回折格子を備えるスペクトル分析ユニットであって、
　該非循環の０次回折光束（１２）は、該光束が該回折格子（１）に入射し、第１の循環
からの１次回折光束（１３）と、第１の循環からの０次回折光束（１４）とが発生可能と
なるように方向付け、かつ位置決めされている偏向装置（４、５、６）に当たり、それぞ
れの波長部分範囲の該非循環の１次回折光束（１１）および該第１の循環からの１次回折
光束（１３）が、該光学系（２）によって該検出器列（８）のそれぞれの個別素子（７）
上に結像可能であることを特徴とするスペクトル分析ユニット。
【請求項２】
前記反射した０次回折光束は、前記入射した光束（１０）と同じ角度であるが、該入射光
束（１０）に対してＸ方向の間隔（ａ）を隔てて前記回折格子（１）に入射することを特
徴とする請求項１に記載の回折格子を備えるスペクトル分析ユニット。
【請求項３】
前記反射した０次回折光束は、前記入射光束（１０）と、別の角度（α）であるが同じ位
置で前記回折格子（１）に入射することを特徴とする請求項１に記載の回折格子を備える
スペクトル分析ユニット。
【請求項４】
前記第１の循環からの前記０次１次回折光束（１４）が、前記偏向装置（４、５、６）に
当たり、さらに前記回折格子（１）に入射し、前記第２の循環からの１次回折光束（１５
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）と、前記第２の循環からの０次回折光束（１６）とが発生可能であり、それぞれの波長
部分範囲の前記非循環の１次回折光束、前記第２の循環からの前記１次回折光束（１３）
および前記第２の循環からの１次回折光束が、前記光学系（２）によって前記検出器列（
８）のそれぞれの個別素子（７）上に結像可能であることを特徴とする請求項１に記載の
回折格子を備えるスペクトル分析ユニット。
【請求項５】
第２の循環からの前記０次回折光束（１６）と、さらに別の循環からの０次回折光束（１
８）とが前記偏向装置に当たり、前記回折格子（１）で反射され、スペクトル分割される
ことを特徴とする請求項４に記載の回折格子を備えるスペクトル分析ユニット。
【請求項６】
前記反射した０次回折光束（１２、１４、１６）は、前記入射光束（１０）と同じ角度で
あるが、該入射光束（１０）に対してＸ方向に間隔（ａ１、ａ２、ａ３）だけずれて前記
回折格子（１）に入射することを特徴とする請求項５に記載の回折格子を備えるスペクト
ル分析ユニット。
【請求項７】
前記反射した０次回折光束（１２、１４、１６）は、前記入射光束（１０）と、異なる角
度（α１、α２、α３）であるが同じ位置で前記回折格子（１）に入射し、ある波長部分
範囲の全ての１次回折光束（１１、１３、１５、１７）が、前記検出器列（８）の幅（ｄ
）に対して垂直方向にずれてそれぞれの検出器列（８）上に結像可能であり、前記個別素
子（７）の高さ（ｈ）が、ある波長部分範囲の全ての１次回折光束（１１、１３、１５、
１７）が検出可能であるような寸法であることを特徴とする請求項５に記載の回折格子を
備えるスペクトル分析ユニット。
【請求項８】
前記偏向装置が、前記回折格子（１）から回折した０次回折光束（１２、１４、１６、．
．．）を反射後に再び該回折格子（１）に向ける第１の偏向ミラー（４）であることを特
徴とする請求項１に記載の回折格子を備えるスペクトル分析ユニット。
【請求項９】
前記偏向装置が、前記回折格子（１）から回折した０次回折光束（１２、１４、１６、．
．．）を２度の反射後に再び該回折格子（１）に向ける第１の偏向ミラー（４）と第２の
偏向ミラー（５）の組合せであることを特徴とする請求項１に記載の回折格子を備えるス
ペクトル分析ユニット。
【請求項１０】
前記偏向装置が２つ以上の偏向ミラーの組合せであることを特徴とする請求項１に記載の
回折格子を備えるスペクトル分析ユニット。
【請求項１１】
前記偏向装置が、前記回折格子（１）の分散面に対して垂直な少なくとも４つの光学作用
面を備えるプリズム部（４０）であり、該回折格子（１）が光入射面（４１）に対向し、
該回折格子（１）が該プリズム部（４０）内に設置され、さらに前記１次回折光束用の光
出射面（４４）と、前記０次回折光束の反射用の少なくとも１つのミラー面（４２、４３
）とが備えられていることを特徴とする請求項１に記載の回折格子を備えるスペクトル分
析ユニット。
【請求項１２】
前記光学系（２）が合焦ミラーであることを特徴とする請求項１に記載の回折格子を備え
るスペクトル分析ユニット。
【請求項１３】
前記光学系（２）が集束レンズであることを特徴とする請求項１に記載の回折格子を備え
るスペクトル分析ユニット。
【請求項１４】
請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のスペクトル分析ユニットを備えたレーザ走査顕
微鏡。
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